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	№ п/п
	Наименование разделов, дисциплин и тем
	Всего часов
	Форма контроля

	
	
	
	

	1.
	Патентные исследования. Общие положения
	2
	

	1.1.
	Термины и определения
	0.5
	

	1.2.
	Цель и задачи патентных исследований
	0.5
	

	1.3.
	Разработка задания на проведение патентных исследований
	0.5
	

	1.4.
	Разработка регламента поиска
	0.5
	

	2.
	Поиск, отбор и анализ источников патентной информации при проведении патентных исследований
	4
	

	2.1.
	Общие сведения
	2
	

	2.2.
	Особенности описания изобретения как источника информации
	2
	

	3
	Факторы, определяющие конкурентоспособность продукции, их связь с патентными исследованиями
	8
	

	3.1.
	Соответствие технического уровня продукции последним достижениям науки и техники. Соответствие качества продукции требованиям потребителей
	1
	

	3.2.
	Тенденции развития объекта хозяйственной деятельности, рынка продукции. Условия конкуренции на данном рынке
	2
	

	3.3.
	Патентно-правовые показатели продукции
	1
	

	3.4.
	Производственные факторы
	2
	

	3.5.
	Условия поставки и сбыта продукции
	1
	

	3.6.
	Ценовые факторы. Информационные факторы
	1
	

	4.
	Задачи патентных исследований и их связь с этапами создания продукции
	2
	

	5.
	Исследование требований потребителей к продукции данного вида
	4
	

	5.1.
	Источники информации, содержащие сведения о значениях показателей технического уровня продукции
	2
	

	5.2.
	Исследование требований потребителей на основе анализа патентной информации
	2
	

	6.
	Анализ тенденций развития продукции, технического направления, отрасли, подотрасли
	2
	

	7.
	Анализ условий конкуренции на рынке продукции конкретного назначения
	4
	

	8.
	Оценка технического уровня продукции на основе патентных исследований
	4
	

	8.1.
	Оценка технического уровня промышленно освоенной продукции
	2
	

	8.2.
	Оценка технического уровня проектируемого объекта техники. Оценка технического уровня на ранних этапах разработки объекта техники
	2
	

	9.
	Теоретические основы оценки значимости изобретений
	2
	

	9.1.
	Методы оценки значимости изобретений
	2
	

	10.
	Анализ новизны и эффективности РИД, создаваемых в процессе разработки
	2
	

	11.
	Методические основы исследования патентной чистоты объектов
	2
	

	11.1.
	Общая методика исследования патентной чистоты объектов
	1
	

	11.2.
	Расширительное толкование формулы изобретения при установлении факта нарушения патента
	1
	

	12.
	Оформление отчета о патентных исследованиях
	2
	

	
	Итоговое тестирование
	2
	

	14.
	ИТОГО: 
	40
	Интернет-тестирование


